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l. Cel éwiczenia

Zapoznanie Sig z nowoczesng aparaturq do pomiaru wartosci parametrow RLC, zasadami
sprawdzania urzqdzen pomiarowych i wilasciwosciami w dziedzinie czestotliwosci rezystorow,

kondensatorow oraz cewek.

Il. Zagadnienia

o Sprawdzanie wskazan aparatury pomiarowej

o Zasady pomiaru parametrow elementéw RLC dla matych, srednich i duzych czestotliwosci.
o Modele (schematy zastepcze) elementéw R, L, C dla roznych przedziatow czestotliwosci.

lll. Program éwiczenia
1. Dokona¢ przegladu metod pomiarowych parametréw RLC.

2. Zapoznaé si¢ z instrukcja obstugi i obstuga przyrzadow: LCR Motech MT 4090 oraz
miernika wykonanego w ramach pracy dyplomowej RLC-L.

3. Wykona¢ sprawdzenia dekady rezystancyjnej i pojemnosciowej i obliczy¢ ich doktadnos¢.

4. Dokona¢ pomiaru parametréw dekad pojemnosci i rezystancji wybranymi miernikami.

5. Wyniki pomiarow w ramach poszczegdlnych zakresow zestawi¢ w tabelach, wraz z
okresleniem ich doktadnosci.

6. Dokona¢ analizy niepewnos$ci pomiarowej 1 przedstawi¢ jej wyniki w formie graficzne;.

IV. Przebieg éwiczenia

1. Wybrane dane techniczne przyrzadéw pomiarowych uzywanych w ¢wiczeniu
A. Rezystor dekadowy i kondensator dekadowy

Tab. 1. Dane techniczne rezystora dekadowego

Rezystor dekadowy
Producent: Inco Model: DR6-16
Dekady
[x0,1Q [x1Q [x10Q [x100Q [ x1kQ [x10kQ
Doktadnos¢

10,5% [0,1% ]0,05% |0,05% |0,05% |0,05%
Zakresy pradowe
[2A  ]07A |02A [70mA [20mA [7mA
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Tab. 2. Dane techniczne kondensatora dekadowego

Kondensator dekadowy
Producent: Model:
Dekady
| | | | | |
Doktadnosé | | | | | |
Zakresy pradowe | | | | |

B. Miernik Motech MT4090LCR

Tab. 3. Dane techniczne dotyczace pomiaru rezystancji

Z Accuracy (Ae):
[2x] 20M ~ | 10M~| 1M~ |100K ~ | 10K~ |1K~100{100~1 |1~ 01
10M M 100K 10K 1K
Freg. 1£3) (£2) (€3) (£) (£) (£) (€2) (C2)
DCR 2% #1[1% #1(05% +1|0.2% £1(0.1% 21 [0.2% £1[0.5% 1| 1% +1
100Hz 0 1]
120Hz
1KHz
10KHz 5% +1 | 2% 1
0

100KHz MA 5% 1 | 2% %1 1% 1 [0.4% 1| 1921 | 2% 21 | 5% +1
200KHz

0

Note:

1. The accuracy applies when the test level is set to 1Vrms.

2. Ae multiplies 1.25 when the test level is set to 250mVrms.

3. Ae multiplies 1.50 when the test level is set to 50m\rms.

4. When measuring L and C, multiply Ae by +i-0:? if the Dx >0.1.
© : Aeis applied only when the test level is set to 1Vmms.
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Tab. 4. Dane techniczne dotyczace pomiaru pojemnosci

79.57pF 159.1pF 1.591nF | 1591nF | 159.1nF | 1.591uF | 15.91uF 1591uF
| | | | | | | |
100Hz | 159.1pF | 1.591nF | 1591nF | 159.1uF | 1.591uF | 15.91uF | 1591uF | 15.91mF
2% +1 1% +1 05%+1 | 0.2%+1 [ 01%+1 | 0.2%+1 | 0.5% 1 1% £ 1
1] 1]
66.31pF | 132.6pF | 1.326nF | 13.26nF | 132.6nF | 1.326uF | 13.26uF 1326uF
| | | | | | | |
120Hz | 132.6pF | 1.326nF | 13.26nF | 132.6nF | 1.326uF | 13.26uF 1326uF | 13.26mF
o9 4+ 4 1% + 1 05%+1 [02%+£1 |01%+1 |[02%+1 |05%+1 19 + 1
1] 1]
7.957pF | 1591pF | 159.1pF | 1.591nF | 1591nF | 158.1nF | 1.591uF | 159.1uF
| | | | | | | |
1KHz 15.91pF | 159.1pF | 1.591nF | 15.91nF | 159.1nF | 1.591uF | 159.1uF | 1.591mF
2or 44 1% +1 05%+1 |0.2% 1 01% +1 02%+1 |05%+1 19,4+ 1
1] 0
0.795pF | 1.591pF | 15.91pF | 159.1pF | 1.591nF | 15.891nF | 159.1nF | 15.81uF
| | | | | | | |
10KHz | 1.591pF | 1591pF | 159.1pF | 1.591nF | 1591nF | 159.1nF | 15.91uF | 159.1uF
5oL+ 1 2% +1 05%+1 | 0.2%+1 [ 01%+1 | 0.2% +1 | 0.5% £1 19+ 1
1] 0
NA 0.159pF | 1.591pF | 15.91pF | 159.1pF | 1.591nF | 15.91nF | 1.591uF
100KHz | | | | | | |
o 1.591pF | 1591pF | 159.1pF | 1.591nF | 15.91nF | 1.591uF | 15.91uF
MA 5% +1 2%+ 1 1% 1 0.4%+1 1%+ 1 2%+ 1 5% +1
200KHz MNA G.G?‘iﬁpF G.?‘Ell'EpF ?.95|?pF ?Q.E;?pF ?95.|?pF ?.Qﬁl?nF ?QE.l?nF
1] 0.795pF | 7.957pF | 79.57pF | 795.7pF | 7.957nF | 795.7nF | 7.957uF
MA 5% +1 2%+ 1 1%+ 1 0.4%+ 1 1%+ 1 2%+ 1 5% £1
LMY 111131 11 1< 2
Tab. 5. Dane techniczne dotyczace pomiaru rezystancji
Zakresy Doktadnosé Zakresy Doktadnos¢
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Tab. 6. Dane techniczne dotyczace pomiaru pojemnosci

Zakresy

Dokladnos¢

Zakresy

Doktadnos¢

V. 1. Pomiary rezystanciji

1.1 Pomiary rezystancji miernikiem MT4090LCR (metoda 4 przewodowa, przy 1kHz)

Odczyt z dekady

Odczyt z miernika

R6znica wskazan

ugs(R)

[2]

[2]

[2]

[2]

1

9

10

90

100

1k

10k

90k

19,191k

91,919k

1.2 Pomiary rezystancji multimetrem

(metoda 2 przewodowa)

Odczyt z dekady

Odczyt z miernika

R6znica wskazan

us(R)

(2]

(2]

[2]

[2]

1

9

10

90

100

1k

10k

90k

19,191k

91,919k
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V. 2. Pomiar pojemnosci

2.1. Pomiary pojemnosci miernikiem MT4090LCR (metoda 4 przewodowa, przy 1kHz)

Odczyt z dekady

Odczyt z miernika

Roéznica wskazan

ug(C)

[F]

[F]

[F]

[F]

2.2. Pomiary pojemnosci multimetrem

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(metoda 2 przewodowa)

Odczyt z dekady

Odczyt z miernika

Réznica wskazan

ug(C)

[F]

[F]

[F]

[F]

IV. Wnioski

¢w. 4 /str. 5




Katedra Metrologii i Systemow Diagnostycznych
Laboratorium Elektronicznych przyrzadéw i techniki pomiarowych

VI. Pytania kontrolne
1. Zasady pomiaru parametrow elementéw RLC dla matlych, §rednich i duzych czgstotliwosci.

2. Modele (schematy zastepcze) elementéw R, L, C dla roznych przedziatow czestotliwosci.
3. Metody sprawdzania wskazan aparatury pomiarowe;j.

4. Zasady pomiaru parametrow RLC miernikami wykorzystanymi w ¢wiczeniu.

5. Metody analizy bledéw w pomiarach parametroéw RLC.
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